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1  3D-Reflexions- und Streulicht-

  charakteristik eines Schmucksteins  

  mit Facetten.

2  Messsystem ALBATROSS-TT.

3  Beispiele winkelaufgelöster Streulicht-

  messungen (ARS) bei 0° Azimutwinkel  

  in Reflexions- und Transmissions-

  richtung.
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Das Messsystem

ALBATROSS-TT (3D-Arrangement for 

Laser Based Transmittance, Reflectance 

and Optical Scatter measurement – 

Table Top) ist ein kompaktes Mess-

system zur hochsensitiven Erfassung 

der winkelabhängigen Streulicht-, 

Reflexions- und Transmissionsver-

teilung an optischen und nicht-

optischen Oberflächen, Materialien 

und Komponenten im vollständigen 

3D-Raum.

Anwendungen

Charakterisierung von Oberflächen,

Beschichtungen und Materialien:

Qualitätskontrolle, Appearance

 Bestimmung optischer Eigenschaften

 Rauheitsanalyse

Leistungsparameter

Messung von Streulicht (ARS, BRDF, BTDF, 

Streuverlust), 0-20, R und T im gesamten 

3D-Raum

 Flexible Variation von Einfallswinkel,

Streuwinkel (Azimut- und Polarwinkel), 

Wellenlänge und Polarisiation

 Raster-Scans der Probenoberfl äche

 Eingehaustes Table-Top System (< 1 m3)

Dynamikbereich: bis zu 15 Größen-

ordnungen

ARS Untergrundlevel: bis zu 1x10 -9 sr -1

 Rauheitsäquivalente Sensitivität: < 0,1 nm

Wellenlängen: 320 nm, 405 nm, 532 nm, 

633 nm, 640 nm, 808 nm und 1064 nm 

(optional weitere)

Glasfaser-Port zum Anschluss externer 

Lichtquellen (z. B. durchstimmbare Super-

kontinuumsquelle)

 Benutzerfreundliche Mess- und 

Analysesoftware

Analysefunktionen: Rauheit, PSD, etc.
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